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Onsartlar Yok
Dersin Yiizey analizine giris. Vakum teknolojisi ve yiizey analizlerindeki dnemi. Sekonder iyon
kiitle spektrometresi(SIMS)-Yiizey kiitle spektrometresi. X-1sin1 absorpsiyon ve sagilimi
igerigi teknikleri ile yiizey yapisi tayini. X-1s1n1 kaynaklari, sinklotron radyasyonu.

Baglanma enerjisi ve kimyasal kayma. Yiizey analizlerinde kullanilan X-1511 fotoelektron
spektroskopisinin(XPS) c¢alisma prensipleri ve uygulama alanlari. Auger elektron
spektroskopisi(AES), auger piklerinin kinetik enerjileri, auger ve foton emisyonunun
kargilagtiritlmasi.  Scanning  elektron  mikroskopu(SEM), transmission  elektron
mikroskopu(TEM) ve atomik kuvvet mikroskopunun(AFM) c¢alisma prensipleri ve
uygulama alanlari.

Dersin Amaci

Bu ders, 6grencilerin, endiistride ve arastirmada en yaygin kullanilan yiizey analiz
yontemlerini anlamalarini saglayacaktir.

Ogrenme Calismalarinda gerekli olabilecek teknik/modern araglari kullanma, ¢aligsmalarini sozlii ve
yazili sunma, disiplinler arasi ¢alisma yapabilme, dogru ve gerekli bilgiyi hizli ayirt
Ciktilar ve edebilme, sonuglar1 analiz etme becerisi kazanabilme. Lab uygulamalar1 sayesinde ylizey
analiz tekniklerini bizzat yerinde 6grenme
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Sorumlular:
Hafta Konular
1 Yiizey analizine giris.
2 Vakum teknolojisi ve yiizey analizlerindeki dnemi.
3 Sekonder iyon kiitle spektrometresi(SIMS)-Yiizey kiitle spektrometresi.
4 X-1s1n1 absorpsiyon ve sagilimi teknikleri ile ylizey yapisi tayini.
5 X-151m1 kaynaklarti, sinkrotron radyasyonu.
6 Ara sinav
7 Baglanma enerjisi ve kimyasal kayma.
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Yiizey analizlerinde kullanilan X-1511 fotoelektron spektroskopisinin(XPS) ¢aligma
prensipleri ve uygulama alanlari.

Scanning elektron mikroskopu(SEM) caligma prensibi ve uygulama alanlar.
Transmission elektron mikroskopu(TEM), Atomik kuvvet mikroskopu(AFM)
SEM- Lab uygulamasi, uygulamasi

AFM Lab uygulamasi

XPS ve XRD lab uygulamasi




